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一种区域搜索获取平面光学元件光圈数的方法
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摘要　提出一种获取平面光学元件光圈数的方法。通过确定一幅干涉条纹图像中三块测试区域及相应的搜索区

域，寻找条纹弯曲量的平均值和相应条纹间距的平均值，根据测试区域对应的权重系数，得到被测平面光学元件光

圈数的最佳估计值。通过测量标准光圈并比较目视判读结果，得到最大相对误差为５％。实验结果表明，该方法提

高了处理干涉条纹图像的适应性，并可替代人工目视判读干涉条纹图像。
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１　引　言

　　为了更好地了解所加工的光学元件的面形情

况，可以通过处理干涉条纹图像获取光学元件的面

形信息［１～５］。目前，获取光学元件面形信息的方法

主要有三种：使用数字相移式干涉仪可以得到一些

表征平面光学元件面形质量的参数，但这种仪器价

格昂贵，且要求的工作环境较为苛刻，难以被推广应

用于生产车间［６～８］；人工作图法虽然可满足生产车

间的低成本要求，但过程繁琐且容易出错使其应用

受到极大的限制；目视判读法可以获得平面光学元

件的光圈数，但其测量结果受不同目视判读者的影

响较大，有时不同目视判读者对同一幅干涉条纹图

像的判读结果会有较大的差异。以上的情况均给实

际生产过程中光学元件的高精度加工带来了困难［９］。

而应用计算机改善人工作图的方法具有成本低和要

求的工作环境较宽松等特点，将成为获取平面光学元

件面形信息的一种较有前途的方法。

本文提出了一种获取平面光学元件光圈数的方

法，是在平面光学元件具有较好面形的情况下，使用

互补性氧化金属半导体（ＣＭＯＳ）摄像机获得一幅干
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涉条纹图像，再由计算机对该图像进行处理。这种

方法克服了目前平面光学元件光圈数的测量方法的

不足，有效地获取了平面光学元件的光圈数。

２　实验装置

图１所示为实验装置图，其中 ＨｅＮｅ激光器使

用的光源波长λ１ 为６３２．８ｎｍ，它发出的光束经过小

球透镜聚焦后出射，再经过一对偏振片时，由偏振片

对它的光强进行调节。离开偏振片的光束被转向棱

镜反射到参考镜形成准直光束。当光束经过参考镜

的参考面时，被分成两个部分，其中一部分光束被反

射而形成参考光，另一部分光束由被测光学元件的

表面返回时携带该面形的信息。这两束光相遇形成

干涉光后，被转向棱镜反射至反射镜，再由反射镜进

行反射。反射光束经过透镜聚焦成像在ＣＭＯＳ摄

像机的光敏面上，由摄像机采集图像并将图像数据

送至计算机，再进行窗口滤波、二值化、条纹追迹和

条纹标识等预处理，最后在不同区域进行搜索以获

取平面光学元件的光圈数。

图１ 测量平面光学元件面形的实验装置

Ｆｉｇ．１ Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｓｅｔｕｐｆｏｒｓｕｒｆａｃｅ
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３　测量方法

用计算机实现人工作图法，其获取光学元件光

圈数的示意图如图２所示。条纹中心线的两端点连

线与水平线相交于一点，且该条纹中心线与水平线

相交于另一点，此时两点间的距离为条纹弯曲量。

根据一幅干涉条纹图像，先取整体图像作为测试区

域，找到各干涉条纹的中心线，然后计算通过直径方

向上干涉条纹的弯曲量犺相对于条纹的间距犎 的

比值，就可得到其表征光学元件面形质量光圈

数［１０］。但在实际应用中发现，由于环境中存在噪声

和光学元件的影响，使得通过干涉仪获得的图像包

含不规则的干涉条纹，且在图像边界上出现不规则

和缺失现象。当仍然取整个图像作为测试区域时，不

能准确找到通过直径方向上干涉条纹的弯曲量犺及

条纹的间距犎，从而极大地影响了对光学元件面形

的测量。

图２ 获取光学元件光圈数的原理图
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ａｎｏｐｔｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔ

本文提出的方法是在一幅干涉条纹图像中先选

取一块较小的、近似与此图像同心的圆形区域作为

测试区域，这个区域包含３～５条接近于垂直取向的

干涉条纹，然后以这个区域总行数的２０％作为搜索

区域，并且这个搜索区域的中心位置在测试区域的

直径方向上。设犽为测试区域总行数，则以测试区

域中心位置的水平线犡犡′上下各０．１犽行的范围作

为搜索区域。设在从上到下的方向上，平行于犡犡′

线的水平线为第犾犻条线（犻＝１，２，…，０．２犽＋１），通

过第犾犻条线的方向上的条纹最大弯曲量为犺犻，相应

的条纹间距为犎犻，搜索区域中通过平行于犡犡′水

平线方向上条纹弯曲量的平均值为犺狆，相应条纹间

距的平均值为犎狆，则两者的比值为

犖′＝犺狆／犎狆 ＝ ∑
０．２犽＋１

犻＝１

犺犻 ∑
０．２犽＋１

犻＝１

犎犻。 （１）

　　考虑到计算标准光圈数的参考波长λ０ 为

５４６．１ｎｍ，而实验中干涉仪使用的光源波长λ１ 为

６３２．８ｎｍ，得到使用波长为６３２．８ｎｍ的光源进行测

量时光学元件测试区域的犖狓，即

犖狓 ＝ （λ０／λ１）犖′。 （２）

　　 在平面光学元件面形较好的情况下，光学元件

测试区域的犖狓 与测试区域半径犚 的平方存在一定

的函数关系［１１］，即

犖狓 ∝犚
２。 （３）

　　可根据（２），（３）式对犖′值进行修正和换算
［１０］。

当犚作为整个图像测试区域的半径时，其相应光学

元件的光圈数为犖。按上述方法，再对选择的测试区
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域进行９次测量，得到９个测量结果，由这１０次测量

值可知其标准偏差为σ１。在选取上述小区域作为测

试区域的基础上，将该区域按一定的比例进行扩大

并将扩大后的圆形区域作为测试区域，然后用上述

方法对该区域进行１０次测试分析，得到其测量值的

标准偏差为σ２。最后将第二次扩大的区域按一定比

例进行扩大并将扩大后的圆形区域作为测试区域，

用同样的方法对该区域进行１０次测试分析，得到其

标准偏差为σ３。

由于在三个不同大小的测试区域分别进行的测

量可视为不等精度的测量，因而这三个测试区域在

进行测量时具有不同的权。根据不同的权进行加权

平均时，可将得到的加权算术平均值作为被测光圈

数的最佳估计值。设在这三个区域上进行测量的相

应权重系数为犘犻（犻＝１，２，３），可根据计算方便进行

选取［１２］

犘犻＝犑／σ
２
犻， （４）

式中犑为一比例常数。设在一个测试区域上进行１０

次测量并换算，得到结果的算术平均值为犖犻，则计

算得到的加权算术平均值 －犖 可作为光学元件的光

圈数，即

－
犖 ＝∑

１０

犻＝１

犘犻犖犻 ∑
１０

犻＝１

犘犻。 （５）

４　实验及分析

使用两块实际生产过程中加工的、口径为

１５０ｍｍ的平面光学元件作为被测量光学元件，并

将它们分别编号为被测光学元件１，２，然后用图１

所示的实验装置对它们分别进行测量。实验时将平

面光学元件放在工作台上并静置一段时间后，调节

工作台上的测微螺旋，可获得包含３～５条干涉条纹

的图像。先将平面光学元件１置于工作台上，然后

调节工作台，获得一幅包含３条干涉条纹的图像，并

使这些干涉条纹保持在近似垂直的方向上。再由

ＣＭＯＳ摄像机对该图像进行采集并送计算机进行

存储，得到的图像大小为３２０ｐｉｘｅｌ×２４０ｐｉｘｅｌ，其结

果如图３（ａ）所示，可见图像中条纹出现了一定的不

规则，即中间条纹较为弯曲，而其两边的条纹较为平

直。当以同样的方法对被测光学元件２进行测量

时，获得了一幅包含４条干涉条纹的图像，图像大小

为３２０ｐｉｘｅｌ×２４０ｐｉｘｅｌ，其结果如图３（ｂ）所示，可

见图像中条纹出现了一定的规则性，即４条条纹均

向一个方向弯曲。

此外，由于噪声和光学元件的影响，图３在边界

图３ 平面光学元件的干涉图
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上出现了不规则和缺失现象，其中图３（ｂ）在边界上

出现的不规则和缺失现象较为严重。同时，在图像

的边界，噪声淹没了有用的干涉条纹信息。当计算

机实现人工作图法取整体图像作为测试区域进行测

试时，由于不能准确找到通过直径方向上干涉条纹

的弯曲量及条纹的间距，因而极大地影响了对光学

元件面形的测量。

有经验的技术员应用目视判读法对图３中的干

涉条纹进行了判读，其相应结果为１／３光圈和０．６光

圈。应用本文提出的方法对图３（ａ）进行了测试。

先选择约占整个图像面积的７０％的区域作为测试

区域，然后以该区域总行数的２０％作为搜索区域寻

找条纹弯曲量和相应条纹间距，再根据（１）式分别对

条纹弯曲量的平均值和相应条纹间距的平均值进行

计算并得到犖′值，最后根据（２）～（４）式对犖′值进

行修正、换算和计算，得到第一次测试结果。用同样

的方法对该区域进行９次测试，得到这１０次测试结

果的 算 术 平 均 值 为０．３１３６光 圈，标 准 偏 差 为

±０．００４１７。在选取上述测试区域的基础上，将该区

域分别扩大１４％和２９％，并将它们作为测试区域进

行测试，得到犖２ 值，σ２ 值，犖３ 值和σ３ 值，然后根据

（５）式进行加权平均得到加权算术平均值
－
犖。采用

同样的方法，对图３（ｂ）进行了测试，得到的结果如

表１所示。

表１ 图３的测量结果

Ｔａｂｌｅ１ ＴｅｓｔｒｅｓｕｌｔｓｏｆＦｉｇ．３

Ｆｉｇ．３（ａ） Ｆｉｇ．３（ｂ）

犖１ ０．３１３６ ０．５７２５

σ１ ±０．００４１７ ±０．００６６

犘１ ９８７ ２９８

犖２ ０．３２０１ ０．５７７７７

σ２ ±０．００３５４ ±０．００３０９

犘２ １３７４ １３６８

犖３ ０．３１６２ ０．５８５４

σ３ ±０．００２８２ ±０．００５６

犘３ ２１７５ ４１４
－
犖 ０．３１７０ ０．５７８４
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　　从表１可见，采用条纹弯曲量的平均值和条纹

间距的平均值的方法，可对不规则条纹和规则条纹

进行有效处理。其中，对图３（ａ）中较大测试区域进

行测量得到的犖３ 值与
－
犖 值较为接近，而对图３（ｂ）

的中等测试区域进行测量得到的犖２值与
－
犖 值较为

接近。这是由于图３（ａ）在边界上出现的不规则和

缺失现象并不严重，较大区域的测试结果比较小区

域的测试结果更好地反映了光学元件的光圈数。根

据（４）式可知，测试区域对应的权重系数与标准偏差

的平方成反比。图３（ａ）中较大测试区域的标准偏

差为±０．００２８２，它是三个测试区域的标准偏差中的

最小值，但其对应的权重系数为最大值，加权平均得

到的结果主要取决于该值。而图３（ｂ）在边界上出

现的不规则和缺失现象较严重，较大区域接近图像

的边界时，测量得到的标准偏差增大，从而使该测试

区域的权重系数降低。图３（ｂ）的中等测试区域离

图像边界较远，测量得到的标准偏差为±０．００３０９，

该值是三个测试区域的标准偏差中的最小值，其对

应的权重系数为最大，加权平均得到的结果与该区

域的测量值接近。

从表１还可见，应用本文的方法对图３（ａ）和

（ｂ）的测量结果分别为０．３１７０光圈和０．５７８４光圈，

与人工目视判读得到的结果之间的最大相对误差为

５％，表明本文提出的方法获取实际应用中的光学元

件的光圈数与人工目视判读干涉条纹图像的结果较

为接近，可替代人工目视判读干涉条纹图像。

图４（ａ）～ （ｃ）所示为国家标准样板标准光圈，

可见，图像边界上没有出现不规则和缺失现象，并且

图中条纹均表现为一定的规则性。

应用本文的方法对图４进行测量，根据（２）式将

测量值转换为５４６．１ｎｍ波长下的光圈数，以便对结

果分析。先选择约占整个图像面积的７０％的区域

作为测试区域进行测试，得到犖１ 值和σ１ 值。然后

在选取上述测试区域的基础上，将区域分别扩大

１４％和２９％，并将它们作为测试区域进行测试，得

到犖２值，σ２值，犖３值和σ３值，然后根据（５）式进行加

权平均，得到如表２所示结果。

从表２可见，各个测试区域的测量值与相应被

图４ 国家标准样板标准光圈

Ｆｉｇ．４ Ｓｔａｎｄａｒｄｖａｌｕｅｓｏｆｌｉｇｈｔｒｉｎｇｏｆｓｔａｎｄａｒｄｏｐｔｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔｓ

表２ 图４的测量结果

Ｔａｂｌｅ２ ＴｅｓｔｒｅｓｕｌｔｓｏｆＦｉｇ．４

Ｆｉｇ．４（ａ） Ｆｉｇ．４（ｂ） Ｆｉｇ．４（ｃ）

犖１ ０．０９５９ ０．２８１８ ０．７６３８

σ１ ±０．００１２ ±０．００３４６ ±０．００８２４

犖２ ０．０９５９ ０．２８６６ ０．７６６４

σ２ ±０．００１２ ±０．００３０６ ±０．００４５３

犖３ ０．０９６６ ０．２９１９ ０．７７５５

σ３ ±０．０００６９ ±０．００１５２ ±０．００３４１

－
犖 ０．０９６４ ０．２８９６ ０．７７１

Ｒｅｌａｔｉｖｅｅｒｒｏｒ／％ ３．６ ３．５ ３．６

测标准光圈的最大相对误差小于４％，表明采用条

纹弯曲量平均值和条纹间距平均值的方法可对规则

条纹进行有效处理。图４（ａ）中三个测试区域的测

试值均与 －犖 值较接近，这是由于图像边界上没有出

现不规则和缺失现象，且条纹较平直。当选择三个

不同测试区域时，条纹弯曲量的平均值基本一致，使

测试区域对应的权重系数相差不大，因而三个测试

区域的测试值较为接近。图４（ｂ），（ｃ）较大测试区

域的测试值与相应 －犖 值较接近，这是由于随着测试

区域的逐渐增大，其测试区域相应的标准偏差逐渐

减小，使相应的权重系数逐渐增大，因而较大测试区

域得到的犖３ 值与
－
犖 值较为接近。此外，对图４进

行测试得到的测量结果与相应被测标准光圈的相对

误差最大为３．６％，表明用本文的方法获取平面光学

元件的光圈数是可行的。

５　结　论

获取平面光学元件光圈数的方法是在平面光学

１５５１　１０期　　　　　　　　　　　　江晓军 等：一种区域搜索获取平面光学元件光圈数的方法



元件面形较好的情况下，在一幅干涉条纹图像中确

定三块测试区域及相应的搜索区域，然后搜寻条纹

弯曲量的平均值和相应条纹间距的平均值，最后根

据测试区域对应的权重系数，得到被测平面光学元

件光圈数的最佳估计值。实验结果表明，采用条纹

弯曲量平均值和条纹间距平均值的技术可较好地处

理规则或不规则的干涉条纹，提高对干涉条纹图像

的适应性；通过对不同测试区域的测量值进行加权

平均，较好地减小了干涉条纹图像边界不规则和缺

失现象对于测量结果的影响，从而可替代人工目视

判读干涉条纹图像，具有较强的实用性。
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